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(54) 정전기 방지를 위한 액정패널

요약

본 발명은 패드를 통한 정전기 유입을 방지할 수 있는 정전기 방지를 위한 액정패널을 제공하는 것이다.

본 발명의 정전기 방지를 위한 액정패널은 다수의 액정셀들로 구성된 화상표시부와; 상기 화상표시부의 신호라인들에 입

력되는 구동신호를 공급하기 위하여 상기 신호라인들에 접속되는 다수의 패드들을 포함하는 신호 패드부를 구비하며, 상

기 신호 패드부는, 플로팅게이트를 갖는 박막트랜지스터를 포함하여 상기 다수의 패드들로 유입된 정전기에 의해 상기 다

수의 패드들을 쇼팅바와 접속시켜 상기 다수의 패드들이 상기 정전기에 대하여 등전위를 형성하게 하는 정전기 방지 회로

를 구비하는 것을 특징으로 한다.

대표도

도 6

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 일반적인 검사 패드부를 갖는 액정패널을 개략적으로 도시한 평면도.
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도 2는 다른 검사 패드부를 갖는 액정패널을 개략적으로 도시한 평면도.

도 3은 종래의 정전기 방지 회로를 포함하는 검사 패드부를 도시한 도면.

도 4는 종래의 정전기 방지 회로를 포함하는 다른 검사 패드부를 도시한 도면.

도 5는 종래의 정전기 방지 회로를 포함하는 또 다른 검사 패드부를 도시한 도면.

도 6은 본 발명의 제1 실시 예에 따른 액정패널의 검사 패드부를 도시한 도면.

도 7은 도 6에 도시된 플로팅게이트 박막트랜지스터의 동작전압 범위를 도시한 그래프.

도 8a는 본 발명의 제2 실시 예에 따른 액정패널의 검사 패드부를 도시한 도면이고, 도 8b는 그라인딩 공정 후 도 8a에 도

시된 검사 패드부를 도시한 도면.

도 9는 본 발명의 제3 실시 예에 따른 액정패널의 검사 패드부를 도시한 도면.

도 10은 본 발명의 제4 실시 예에 따른 액정패널의 검사 패드부를 도시한 도면.

도 11a는 본 발명의 제5 실시 예에 따른 액정패널의 검사 패드부를 도시한 도면이고, 도 11b는 그라인딩 공정 후 도 11a에

도시된 검사 패드부를 도시한 도면.

<도면의 주요부분에 대한 부호의 간단한 설명>

2, 12 : 액정패널 4, 14 : 화상표시부

6, 16 : 패드부 8, 18, 20 : 검사 패드부

32, 42, 52, 62, 82, 92, 102, 112 : 검사 패드

36, 46, 56, 68, 88, 98, 108, 118 : 정전기 방지 회로

69, 89, 99, 109, 119 : 제2 정전기 방지 회로

44, 54, 64, 84, 94, 104, 114 : 쇼팅바

66, 86, 96, 106, 116 : 연결라인

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정패널에 관한 것으로, 특히 패드부를 통한 정전기 유입을 방지할 수 있는 정전기 방지를 위한 액정패널에 관

한 것이다.

통상의 액정표시장치는 전계를 이용하여 액정의 광투과율을 조절함으로써 화상을 표시하게 된다. 이를 위하여 액정표시장

치는 액정셀들이 매트릭스 형태로 배열되어진 액정패널과, 액정패널을 구동하기 위한 구동회로를 구비한다.

액정패널은 서로 대향하여 접합된 박막트랜지스터 어레이 기판 및 칼러필터 어레이 기판과, 두 기판의 일정한 셀갭 유지를

위한 스페이서와, 그 셀갭에 채워진 액정을 구비한다.
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박막트랜지스터 어레이 기판은 게이트라인들 및 데이터라인들과, 그 게이트라인들과 데이터라인들의 교차부마다 스위치

소자로 형성된 박막트랜지스터와, 액정셀 단위로 형성되어 박막트랜지스터에 접속된 화소전극 등으로 구성된다. 게이트라

인들과 데이터라인들은 각각의 패드부를 통해 구동회로들로부터 신호를 공급받는다. 박막트랜지스터는 게이트라인에 공

급되는 스캔신호에 응답하여 데이터라인에 공급되는 화소전압신호를 화소전극에 공급한다.

칼라필터 어레이 기판은 액정셀 단위로 형성된 칼라필터들과, 칼러필터들간의 구분 및 외부광 반사를 위한 블랙매트릭스

와, 액정셀들에 공통적으로 기준전압을 공급하는 공통전극 등으로 구성된다.

액정패널은 박막트랜지스터 어레이 기판과 칼라필터 어레이 기판을 별도로 제작하여 합착한 다음 액정을 주입하여 완성하

게 된다.

이렇게 완성된 액정패널은 불량 여부를 검출하기 위하여 점등 검사 등과 같은 검사 과정을 거치게 된다. 검사 과정을 위하

여 액정패널은 도 1 및 도 2에 도시된 바와 같이 테스트 신호 공급을 위한 검사 패드부(8, 18, 20)를 구비한다.

도 1에 도시된 액정패널(2)은 다수개의 액정셀들이 마련된 화상표시부(4)와, 화상표시부(4)의 외곽영역에 형성되어 구동

회로(도시하지 않음)와 접속되어질 연결 패드부(6)와, 검사 과정에서 이용되는 검사 패드부(8)를 구비한다.

도 1에 도시된 연결 패드부(6)는 화상표시부(4)의 신호라인들과 접속된다. 이러한 연결 패드부(6)는 외부 구동회로로부터

공급되는 구동신호를 화상표시부(4)의 신호라인들에 공급한다.

검사 패드부(8)는 화상표시부(4)의 신호라인들과 접속되는 다수개의 검사 패드들을 구비하고, 연결 패드부(6)와 분리되어

형성된다. 이러한 검사 패드부(8)는 액정패널(2)의 검사과정에서 공급되는 테스트 신호들과, 에이징 공정에서 공급되는 바

이어스 전압을 화상표시부(4)의 신호라인들에 공급하게 된다.

도 2에 도시된 액정패널(12)은 다수개의 액정셀들이 마련된 화상표시부(14)와, 화상표시부(14)의 외곽영역에 형성되어 구

동회로(도시하지 않음)와 접속되어질 연결 패드부(16)와, 검사 과정에서 이용되는 검사 패드부(18, 20)를 구비한다.

도 2에 도시된 검사 패드부(18, 20)는 화상표시부(14)의 신호라인들과 접속되는 다수개의 검사 패드들을 구비하고, 연결

패드부(16)의 양측에 일체화되어 형성된다. 이러한 검사 패드부(18, 20)는 액정패널(12)의 검사과정에서 공급되는 테스트

신호들과, 에이징 공정에서 공급되는 바이어스 전압을 화상표시부(14)의 신호라인들에 공급한다.

실제로, 검사 패드부는 도 3에 도시된 바와 같이 다수개의 검사 패드들(32)과, 검사 패드들(32) 각각과 접속되는 정전기 방

지 회로(36)를 구비한다.

도 3에 도시된 검사 패드들(32)은 화상표시부의 신호라인들과 접속된다. 정전기 방지 회로(36) 각각은 검사 패드(32)와 제

1 및 제2 구동전압 공급라인(VSSL, VDDL) 사이에 접속된다. 구체적으로, 정전기 방지 회로(36)는 제1 구동전압 공급라

인(VSSL)과 검사 패드(32)의 출력단 사이에 접속된 제1 다이오드(D1)와, 검사 패드(32)의 출력단과 제2 구동전압 공급라

인(VDDL) 사이에 접속된 제2 다이오드(D2)로 구성된다. 이러한 정전기 방지 회로(36)는 검사 패드들(32)을 통해 정전기

가 유입되는 경우 구동되어 액정패널 내부로 정전기가 유입되지 않고 제1 및 제2 구동전압 공급라인(VDDL, VSSL)을 경

유하여 바이패스되게 함으로써 액정패널 내부의 화상표시부를 정전기로부터 보호하게 된다.

그러나, 이러한 구성을 갖는 검사 패드부에서는 검사 패드들(32)이 독립적으로 형성됨에 따라 그 검사 패드들(32) 간에 등

전위를 형성할 수 없게 된다. 이로 인하여, 액정패널의 제조공정 및 검사과정에서 검사 패드들(32)을 통해 유입된 정전기

가 정전기 방지 회로(36)와 제1 및 제2 구동전압 공급라인(VDDL, VSSL)를 통해 완전히 바이패스되지 못하고 액정패널

내부로 전달되는 문제가 발생하게 된다.

도 4는 검사 패드부의 다른 구성을 도시한 것이다.

도 4에 도시된 검사 패드부는 다수개의 검사 패드들(42)과, 검사 패드들(42) 각각과 접속되는 정전기 방지 회로(46)와, 검

사 패드들(42)과 공통 접속된 쇼팅바(44)를 구비한다.

도 4에 도시된 검사 패드들(42)은 화상표시부의 신호라인들과 접속되고, 쇼팅바(44)에 공통 접속된다. 정전기 방지 회로

(46)는 검사 패드(42)와 제1 및 제2 구동전압 공급라인(VSSL, VDDL) 사이에 접속된다. 구체적으로, 정전기 방지 회로
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(46)는 제1 구동전압 공급라인(VSSL)과 검사 패드(42)의 출력단 사이에 접속된 제1 다이오드(D1)와, 검사 패드(42)의 출

력단와 제2 구동전압 공급라인(VDDL) 사이에 접속된 제2 다이오드(D2)로 구성된다. 이러한 정전기 방지 회로(46)는 검

사 패드들(42)을 통해 정전기가 유입되는 경우 구동되어 액정패널 내부로 정전기가 유입되지 않고 제1 및 제2 구동전압 공

급라인(VDDL, VSSL)을 경유하여 바이패스되게 한다. 이에 따라, 정전기 방지 회로(46)는 액정패널 내부의 화상표시부를

정전기로부터 보호하게 된다. 특히, 검사 패드들(42)은 쇼팅바(44)에 의해 등전위를 형성한다. 이에 따라, 스크라이빙 공정

으로 쇼팅바(44)가 제거되기 전까지, 검사 패드들(42)로 유입된 정전기가 등전위를 형성하는 검사 패드들(42)로 확산됨으

로써, 정전기 방지 회로(36)와 제1 및 제2 구동전압 공급라인(VDDL, VSSL)를 통해 보다 빠르게 바이패스된다.

그러나, 도 4에 도시된 검사 패드부는 스크라이빙 공정으로 쇼팅바(44)가 제거된 이후에는 도 3에 도시된 바와 같이 검사

패드들(42)이 분리되게 되므로 등전위를 형성하지 못하게 된다. 이로 인하여, 스크라이빙 공정 이후에 수행되는 후속공정

들과 점등검사 중에 검사 패드들(42)을 통해 유입된 정전기가 정전기 방지 회로(46)와 제1 및 제2 구동전압 공급라인

(VDDL, VSSL)를 통해 완전히 바이패스되지 못하고 액정패널 내부로 전달되는 문제가 발생하게 된다.

도 5는 검사 패드부의 또 다른 구성을 도시한 것이다.

도 5에 도시된 검사 패드부는 다수개의 검사 패드들(52)과, 검사 패드들(52) 각각과 접속되는 정전기 방지 회로들(56)과,

검사 패드들(52)과 공통 접속된 쇼팅바(54)와, 검사 패드들(52) 각각과 쇼팅바(54) 사이에 각각 접속된 저항(R)을 구비한

다.

도 5에 도시된 검사 패드들(52)은 화상표시부의 신호라인들과 접속되고, 저항(R)을 통해 쇼팅바(54)와 공통 접속된다. 정

전기 방지 회로(56)는 검사 패드(52)와 제1 및 제2 구동전압 공급라인(VSSL, VDDL) 사이에 접속된다. 구체적으로, 정전

기 방지 회로(56)는 제1 구동전압 공급라인(VSSL)과 검사 패드(52)의 출력단 사이에 접속된 제1 다이오드(D1)와, 검사

패드(52)의 출력단와 제2 구동전압 공급라인(VDDL) 사이에 접속된 제2 다이오드(D2)로 구성된다. 이러한 정전기 방지

회로(56)는 검사 패드들(52)을 통해 정전기가 유입되는 경우 구동되어 액정패널 내부로 정전기가 유입되지 않고 제1 및 제

2 구동전압 공급라인(VDDL, VSSL)을 경유하여 바이패스되게 한다. 이에 따라, 정전기 방지 회로(56)는 액정패널 내부의

박막트랜지스터 어레이를 정전기로부터 보호하게 된다. 더불어, 검사 패드(52)로 유입된 정전기는 그라인딩 공정으로 쇼

팅바(54)가 제거되기 전까지 저항(R)을 경유하여 쇼팅바(54)로 바이패스된다.

그러나, 저항(R)을 통한 연결이므로 검사 패드(52)로 유입된 정전기가 쇼팅바(54)로 바이패스 되는데 한계가 있어 액정패

널 내부로 전달되는 문제가 발생하게 된다.

이와 같이 종래의 검사 패드부는 정전기 방지 회로를 이용하여 액정패널 제조공정 및 검사과정에서 검사 패드로 유입된 정

전기로부터 액정패널 내부의 박막트랜지스터 어레이를 효과적으로 보호하지 못하고 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서, 본 발명의 목적은 패드를 통한 정전기 유입을 방지할 수 있는 정전기 방지를 위한 액정패널을 제공하는 것이다.

발명의 구성 및 작용

상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명에 따른 정전기 방지를 위한 액정패널은 다수의 액정셀들로 구성된 화상표시부와;

상기 화상표시부의 신호라인들에 입력되는 구동신호를 공급하기 위하여 상기 신호라인들에 접속되는 다수의 패드들을 포

함하는 신호 패드부를 구비하며, 상기 신호 패드부는, 플로팅게이트를 갖는 박막트랜지스터를 포함하여 상기 다수의 패드

들로 유입된 정전기에 의해 상기 다수의 패드들을 쇼팅바와 접속시켜 상기 다수의 패드들이 상기 정전기에 대하여 등전위

를 형성하게 하는 정전기 방지 회로를 구비하는 것을 특징으로 한다.

상기 정전기 방지 회로는 상기 다수의 패드들 중 어느 패드에 정상적인 구동신호가 공급되면 그 패드를 쇼팅바 및 다른 패

드들과 절연되게 하여 상기 화상표시부의 신호라인들로 공급되게 하는 것을 특징으로 한다.

상기 정전기 방지 회로는 상기 쇼팅바와 접속된 상기 박막트랜지스터의 제1 단자와 상기 플로팅 게이트 사이에 접속된 제

1 캐패시터와; 상기 다수의 패드들과 접속된 상기 박막트랜지스터의 제2 단자와 상기 플로팅 게이트 사이에 접속된 제2 캐

패시터를 추가로 구비하는 것을 특징으로 한다.

상기 다수의 패드들과 제1 및 제2 구동전압 공급라인 사이에 형성되어 상기 다수의 패드들로 유입되는 정전기를 상기 제1

및 제2 구동전압 공급라인 쪽으로 바이패스시키는 제2 정전기 방지 회로를 추가로 구비하는 것을 특징으로 한다.
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상기 다수의 패드들은 상기 다수의 패드들로부터 상기 쇼팅바 제거를 위한 그라인딩 라인 바깥쪽으로 신장되어 적어도 한

번 절곡된 다음 상기 다수의 패드들 아래쪽으로 신장된 연결라인을 통해 상기 정전기 방지 회로와 상기 제2 정전기 방지

회로 사이의 노드와 접속된 것을 특징으로 한다.

상기 다수의 패드들은 상기 다수의 패드들로부터 상기 쇼팅바 제거를 위한 그라인딩 라인 바깥쪽으로 신장되어 적어도 한

번 절곡된 다음 상기 다수의 패드들 아래쪽으로 신장된 제1 연결라인을 통해 상기 정전기 방지 회로와 접속되고; 상기 다

수의 패드들로부터 상기 그라인딩 라인 바깥쪽으로 신장되어 적어도 한번 절곡된 다음 상기 다수의 패드들 아래쪽으로 신

장된 제2 연결라인을 통해 상기 제2 정전기 방지 회로와 접속된 것을 특징으로 하는 특징으로 한다.

상기 다수의 패드들은 상기 쇼팅바를 제거하는 그라인딩 공정에 의해 상기 정전기 방지 회로 및 제2 정전기 방지 회로 그

리고 상기 화상표시부의 신호라인과 전기적으로 분리되는 것을 특징으로 한다.

상기 노드와 상기 화상표시부의 신호라인들 사이에 접속되어 전류를 제한하는 적어도 하나의 저항을 추가로 구비하는 것

을 특징으로 한다.

상기 제2 연결라인과 상기 화상표시부의 신호라인들 사이에 접속되어 전류를 제한하는 적어도 하나의 저항을 추가로 구비

하는 것을 특징으로 한다.

상기 다수의 패드들과 상기 쇼팅바 사이에 접속된 적어도 하나의 저항을 추가로 구비하는 것을 특징으로 한다.

상기 신호 패드부는 상기 화상표시부의 신호라인들과 외부의 구동회로를 연결시키는 다수의 연결패드들로 구성된 연결 패

드부와; 상기 액정패널 검사를 위하여 상기 화상표시부의 신호라인들과 접속된 다수의 검사 패드들로 구성된 검사 패드부

를 구비하고; 상기 정전기 방지 회로는 상기 검사 패드들 각각에 접속된 것을 특징으로 한다.

상기 목적 외에 본 발명의 다른 목적 및 이점들은 첨부 도면을 참조한 본 발명의 바람직한 실시예에 대한 설명을 통하여 명

백하게 드러나게 될 것이다.

삭제

삭제

삭제

삭제

삭제

삭제

삭제

삭제

삭제

삭제

삭제

이하, 본 발명의 바람직한 실시예들을 도 6 내지 도 11b를 참조하여 상세하게 설명하기로 한다.

도 6은 본 발명의 제1 실시 예에 따른 정전기 방지를 위한 액정패널의 검사패드부를 도시한 것이다.

도 6에 도시된 검사 패드부는 다수개의 검사 패드들(62)과, 검사 패드들(62) 각각과 제1 및 제2 구동전압 공급라인

(VDDL, VSSL) 사이에 접속된 제1 정전기 방지 회로(68)와, 검사 패드들(62) 각각과 쇼팅바(64) 사이에 접속된 제2 정전

기 방지 회로(69)를 구비한다.

검사 패드들(62)은 화상표시부(도시하지 않음)의 신호라인들과 접속된다. 이러한 검사 패드들(62)은 액정패널의 점등검사

등과 같은 검사과정에서 테스트신호를 인가함과 아울러 액정패널 안정화를 위한 에이징(Aging) 공정에서 바이어스 전압

인가하는데 이용된다.
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제1 정전기 방지 회로(68)는 검사 패드(62)와 제1 및 제2 구동전압 공급라인(VSSL, VDDL) 사이에 접속된다. 구체적으

로, 제1 정전기 방지 회로(68)는 제1 구동전압 공급라인(VSSL)과 검사 패드(62)의 출력단 사이에 접속된 제1 다이오드

(D1)와, 검사 패드(62)의 출력단과 제2 구동전압 공급라인(VDDL) 사이에 접속된 제2 다이오드(D2)로 구성된다. 이러한

제1 정전기 방지 회로(68)는 검사 패드들(62)을 통해 정전기가 유입되는 경우 구동되어 액정패널 내부로 정전기가 유입되

지 않고 제1 및 제2 구동전압 공급라인(VDDL, VSSL)을 경유하여 바이패스되게 한다. 이에 따라, 제1 정전기 방지 회로

(62)는 액정패널 내부의 화상표시부를 정전기로부터 보호하게 된다.

제2 정전기 방지 회로(69)는 검사 패드(62)와 쇼팅바(64) 사이에 접속된다. 이러한 제2 정전기 방지 회로(69)는 검사 패드

(62)를 통해 고전압의 정전기가 유입되는 경우 검사 패드(62)를 쇼팅바(64)와 접속시켜 다른 검사 패드들(62)과 함께 정전

기에 대하여 등전위가 형성되게 한다. 이에 따라, 검사 패드(62)로 유입된 정전기를 등전위를 형성하는 쇼팅바(64) 쪽으로

바이패스된다. 이를 위하여, 제2 정전기 방지 회로(69)는 플로팅 상태의 게이트 단자와, 검사 패드(62)와 접속된 소스 단자

와, 쇼팅바(64)와 접속된 드레인 단자를 구비하는 플로팅 게이트 박막트랜지스터(FTFT)와, 게이트 단자와 드레인 단자 사

이에 접속된 제1 캐패시터(C1)와, 게이트 단자와 소스 단자 사이에 접속된 제2 캐패시터(C2)를 구비한다.

플로팅 게이트 박막트랜지스터(FTFT)에서 게이트 단자는 바이어스(Bias) 라인에 연결되지 않는 플로팅 상태를 유지함에

따라 소스 단자 또는 드레인 단자의 전압에 따라 변동된다. 다시 말하여, 플로팅 게이트 전압(Vg)은 다음 수학식 1과 같이

드레인-소스 간의 전압(Vds)과 비례관계를 갖게 되고, 그 비례정도는 제1 및 제2 캐패시터(C1, C2) 용량에 따라 결정된

다.

수학식 1

이에 따라, 검사 패드(62)를 통해 정전기가 유입되어 소스 단자에 고전압이 인가되는 경우 게이트 전압이 상승하여 플로팅

게이트 박막트랜지스터(FTFT)가 턴-온된다. 다시 말하여, 플로팅 게이트 박막트랜지스터(FTFT)는 드레인-소스 간의 전

압(Vds)으로 도 7에 도시된 그래프의 A 및 C 영역과 같이 수백 V이상의 고전압이 인가되는 경우 채널 저항값이 현저하게

줄어들게 되어 턴-온된다. 이에 따라, 검사 패드(62)로 유입된 정전기가 턴-온된 플로팅 게이트 박막트랜지스터(FTFT)를

통해 쇼팅바(64) 쪽으로 바이패스된다.

이와 달리, 검사 패드(62)를 통해 정상 구동전압이 공급되는 경우 플로팅 게이트 박막트랜지스터(FTFT)는 턴-오프된다.

다시 말하여, 플로팅 게이트 박막트랜지스터(FTFT)는 드레인-소스 간의 전압(Vds)으로 도 7에 도시된 그래프의 B 영역

과 같이 정상 구동전압(-20V<Vds<20V)이 인가되는 경우 수 ㏁ 수준의 채널저항을 유지하여 턴-오프된다. 이에 따라, 검

사 패드(62)에 공급된 정상 구동전압이 화상표시부 쪽으로 공급될 수 있게 된다.

이렇게, 도 6에 도시된 검사 패드부에서는 검사 패드(62)로 정전기가 유입되는 경우 제1 정전기 방지 회로(68) 및 제2 정

전기 방지 회로(69)가 구동되어 정전기는 제1 및 제2 구동전압 공급라인(VSSL, VDDL) 쪽으로 바이패스 됨과 아울러 쇼

팅바(64) 쪽으로 바이패스되게 된다. 이에 따라, 검사 패드(62)를 통한 정전기가 액정패널 내부로 유입되는 것을 방지하여

정전기로부터 화상표시부를 보호할 수 있게 된다.

특히, 검사 패드(62)는 일체로 제작된 다수의 액정패널들을 스크라이빙 라인(SCL)을 따라 개별적으로 분리해내는 스크라

이빙 공정 이후에도 제2 정전기 방지 회로(69)를 통해 쇼팅바(64)에 연결된 구조를 가지게 된다. 이에 따라, 스크라이빙 공

정 이후 검사과정에서도 검사 패드(62)를 통한 정전기 유입을 제1 및 제2 정전기 방지 회로(68, 69)에 의해 차단할 수 있게

된다.

그리고 검사 패드(62)는 그라인딩 라인(GRL)을 따라 쇼팅바(64)를 제거하는 그라인딩 공정에서 제1 및 제2 정전기 방지

회로(68, 69)와 화상표시부의 신호라인들과 전기적으로 분리된다. 이를 위하여, 제1 및 제2 정전기 방지 회로(68, 69) 사

이의 노드(N1)와 검사 패드(62)를 전기적으로 연결하는 연결라인(66)은 검사 패드(62)의 위쪽으로 신장된 다음 그라인딩

라인(GRL)의 바깥쪽에서 2번 절곡되고 아래쪽으로 신장되어서 검사 패드(62)의 아래에 위치하는 노드(N1)와 접속하게

된다. 이에 따라, 상기 연결라인(66)은 그라인딩 공정에 의해 개방됨으로써 검사 패드(62)가 화상표시부의 신호라인들과

전기적으로 분리됨과 아울러 제1 및 제2 정전기 방지 회로(68, 69)와 전기적으로 분리된다. 이렇게 검사 패드(62)가 전기

적으로 분리됨으로써 그라인딩 공정 이후에 검사 패드(62)를 통한 정전기 유입은 차단된다.
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도 8a는 본 발명의 제2 실시 예에 따른 정전기 방지를 위한 액정패널의 검사패드부를 도시한 것이고, 도 8b는 그라인딩 공

정 이후의 검사 패드부를 도시한 것이다.

도 8a에 도시된 검사 패드부는 도 6에 도시된 검사 패드부와 대비하여 제1 및 제2 정전기 방지 회로(88, 89) 사이에 저항

(R)이 추가된 것을 제외하고는 동일한 구성요소들을 구비한다.

검사 패드들(82)은 화상표시부(도시하지 않음)의 신호라인들과 접속된다. 이러한 검사 패드들(82)은 액정패널의 점등검사

등과 같은 검사과정에서 테스트신호를 인가함과 아울러 액정패널 안정화를 위한 에이징(Aging) 공정에서 바이어스 전압

인가하는데 이용된다.

제1 정전기 방지 회로(88)는 검사 패드(82)와 제1 및 제2 구동전압 공급라인(VSSL, VDDL) 사이에 접속된다. 구체적으

로, 제1 정전기 방지 회로(88)는 제1 구동전압 공급라인(VSSL)과 검사 패드(82)의 출력단 사이에 접속된 제1 다이오드

(D1)와, 검사 패드(82)의 출력단과 제2 구동전압 공급라인(VDDL) 사이에 접속된 제2 다이오드(D2)로 구성된다. 이러한

제1 정전기 방지 회로(88)는 검사 패드들(82)을 통해 정전기가 유입되는 경우 구동되어 액정패널 내부로 정전기가 유입되

지 않고 제1 및 제2 구동전압 공급라인(VDDL, VSSL)을 경유하여 바이패스되게 한다. 이에 따라, 제1 정전기 방지 회로

(82)는 액정패널 내부의 화상표시부를 정전기로부터 보호하게 된다.

제2 정전기 방지 회로(89)는 검사 패드(82)와 쇼팅바(84) 사이에 접속된다. 이러한 제2 정전기 방지 회로(89)는 검사 패드

(82)를 통해 고전압의 정전기가 유입되는 경우 검사 패드(82)를 쇼팅바(84)와 접속시켜 다른 검사 패드들(82)과 함께 정전

기에 대하여 등전위가 형성되게 한다. 이에 따라, 검사 패드(82)로 유입된 정전기를 등전위를 형성하는 쇼팅바(84) 쪽으로

바이패스된다. 이를 위하여, 제2 정전기 방지 회로(89)는 플로팅 상태의 게이트 단자와, 검사 패드(82)와 접속된 소스 단자

와, 쇼팅바(84)와 접속된 드레인 단자를 구비하는 플로팅 게이트 박막트랜지스터(FTFT)와, 게이트 단자와 드레인 단자 사

이에 접속된 제1 캐패시터(C1)와, 게이트 단자와 소스 단자 사이에 접속된 제2 캐패시터(C2)를 구비한다.

플로팅 게이트 박막트랜지스터(FTFT)에서 게이트 단자는 바이어스(Bias) 라인에 연결되지 않는 플로팅 상태를 유지함에

따라 소스 단자 또는 드레인 단자의 전압에 따라 변동된다. 다시 말하여, 플로팅 게이트 전압(Vg)은 상기 수학식 1과 같이

드레인-소스 간의 전압(Vds)과 비례관계를 갖게 되고, 그 비례정도는 제1 및 제2 캐패시터(C1, C2) 용량에 따라 결정된

다.

이에 따라, 검사 패드(82)를 통해 정전기가 유입되어 소스 단자에 고전압이 인가되는 경우 게이트 전압이 상승하여 플로팅

게이트 박막트랜지스터(FTFT)가 턴-온된다. 다시 말하여, 플로팅게이트 박막트랜지스터(FTFT)는 드레인-소스 간의 전

압(Vds)으로 수백 V이상의 고전압이 인가되는 경우 채널 저항값이 현저하게 줄어들게 되어 턴-온된다. 이에 따라, 검사

패드(82)로 유입된 정전기가 턴-온된 플로팅 게이트 박막트랜지스터(FTFT)를 통해 쇼팅바(84) 쪽으로 바이패스된다.

이와 달리, 검사 패드(82)를 통해 정상 구동전압이 공급되는 경우 플로팅 게이트 박막트랜지스터(FTFT)는 턴-오프된다.

다시 말하여, 플로팅 게이트 박막트랜지스터(FTFT)는 드레인-소스 간의 전압(Vds)이 정상 구동전압(-20V<Vds<20V)

인 경우 수 ㏁ 수준의 채널저항을 유지하여 턴-오프된다. 이에 따라, 검사 패드(82)에 공급된 정상 구동전압이 화상표시부

쪽으로 공급될 수 있게 된다.

이렇게, 도 8a에 도시된 검사 패드부에서는 검사 패드(82)로 정전기가 유입되는 경우 제1 정전기 방지 회로(88) 및 제2 정

전기 방지 회로(89)가 구동되어 정전기는 제1 및 제2 구동전압 공급라인(VSSL, VDDL) 쪽으로 바이패스 됨과 아울러 쇼

팅바(84) 쪽으로 바이패스되게 된다. 이에 따라, 검사 패드(82)를 통한 정전기가 액정패널 내부로 유입되는 것을 방지하여

정전기로부터 화상표시부를 보호할 수 있게 된다.

제1 및 제2 정전기 방지 회로(88, 89) 사이에 접속된 저항(R)은 전류를 제한한다. 이에 따라, 검사 패드(82)로 유입된 정전

기가 제1 및 제2 정전기 방지 회로(88, 89)를 통해 완전히 바이패스되지 않고 화상표시부 쪽으로 유입되는 경우 전류 제한

용 저항(R)에 의해 정전기로 인한 화상표시부의 영향을 최소화할 수 있게 된다. 여기서, 전류제한용 저항(R)은 10㏀~1㏁

범위의 저항값을 갖는 것이 바람직하다.

검사 패드(82)는 일체로 제작된 다수의 액정패널들을 스크라이빙 라인(SCL)을 따라 개별적으로 분리해내는 스크라이빙

공정 이후에도 제2 정전기 방지 회로(89)를 통해 쇼팅바(84)에 연결된 구조를 가지게 된다. 이에 따라, 스크라이빙 공정 이

후 검사과정에서도 검사 패드(82)를 통한 정전기 유입을 제1 및 제2 정전기 방지 회로(88, 89)에 의해 차단할 수 있게 된

다.
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그리고 검사 패드(82)는 그라인딩 라인(GRL)을 따라 쇼팅바(84)를 제거하는 그라인딩 공정에서 도 8b에 도시된 바와 같

이 제1 및 제2 정전기 방지 회로(88, 89)와 화상표시부의 신호라인들과 전기적으로 분리된다. 이를 위하여, 제1 및 제2 정

전기 방지 회로(88, 89) 사이의 노드(N1)와 검사 패드(82)를 전기적으로 연결하는 연결라인(86)은 검사 패드(82)의 위쪽

으로 신장된 다음 그라인딩 라인(GRL)의 바깥쪽에서 2번 절곡되고 아래쪽으로 신장되어서 검사 패드(82)의 아래에 위치

하는 노드(N1)와 접속하게 된다. 이에 따라, 상기 연결라인(86)은 그라인딩 공정에 의해 개방됨으로써 검사 패드(82)가 화

상표시부의 신호라인들과 전기적으로 분리됨과 아울러 제1 및 제2 정전기 방지 회로(88, 89)와 전기적으로 분리된다. 이

렇게 검사 패드(82)가 전기적으로 분리됨으로써 그라인딩 공정 이후에 검사 패드(82)를 통한 액정패널 내부로의 정전기

유입은 차단된다.

도 9는 본 발명의 제3 실시 예에 따른 정전기 방지를 위한 액정패널의 검사패드부를 도시한 것이다.

도 9에 도시된 검사 패드부는 도 8a에 도시된 검사 패드부와 대비하여 전류제한용 저항(R)의 형성위치가 제1 정전기 방지

회로(98)와 화상표시부의 신호라인(도시하지 않음) 사이로 변경된 것을 제외하고는 동일한 구성요소들을 구비한다.

검사 패드들(92)은 화상표시부(도시하지 않음)의 신호라인들과 접속된다. 이러한 검사 패드들(92)은 액정패널의 점등검사

등과 같은 검사과정에서 테스트신호를 인가함과 아울러 액정패널 안정화를 위한 에이징(Aging) 공정에서 바이어스 전압

인가하는데 이용된다.

제1 정전기 방지 회로(98)는 검사 패드(92)와 제1 및 제2 구동전압 공급라인(VSSL, VDDL) 사이에 접속된다. 구체적으

로, 제1 정전기 방지 회로(98)는 제1 구동전압 공급라인(VSSL)과 검사 패드(92)의 출력단 사이에 접속된 제1 다이오드

(D1)와, 검사 패드(92)의 출력단과 제2 구동전압 공급라인(VDDL) 사이에 접속된 제2 다이오드(D2)로 구성된다. 이러한

제1 정전기 방지 회로(98)는 검사 패드들(92)을 통해 정전기가 유입되는 경우 구동되어 액정패널 내부로 정전기가 유입되

지 않고 제1 및 제2 구동전압 공급라인(VDDL, VSSL)을 경유하여 바이패스되게 한다. 이에 따라, 제1 정전기 방지 회로

(92)는 액정패널 내부의 화상표시부를 정전기로부터 보호하게 된다.

제2 정전기 방지 회로(99)는 검사 패드(92)와 쇼팅바(94) 사이에 접속된다. 이러한 제2 정전기 방지 회로(99)는 검사 패드

(92)를 통해 고전압의 정전기가 유입되는 경우 검사 패드(92)를 쇼팅바(94)와 접속시켜 다른 검사 패드들(92)과 함께 정전

기에 대하여 등전위가 형성되게 한다. 이에 따라, 검사 패드(92)로 유입된 정전기를 등전위를 형성하는 쇼팅바(94) 쪽으로

바이패스된다. 이를 위하여, 제2 정전기 방지 회로(99)는 플로팅 상태의 게이트 단자와, 검사 패드(92)와 접속된 소스 단자

와, 쇼팅바(94)와 접속된 드레인 단자를 구비하는 플로팅 게이트 박막트랜지스터(FTFT)와, 게이트 단자와 드레인 단자 사

이에 접속된 제1 캐패시터(C1)와, 게이트 단자와 소스 단자 사이에 접속된 제2 캐패시터(C2)를 구비한다.

플로팅 게이트 박막트랜지스터(FTFT)에서 게이트 단자는 바이어스(Bias) 라인에 연결되지 않는 플로팅 상태를 유지함에

따라 소스 단자 또는 드레인 단자의 전압에 따라 변동된다. 다시 말하여, 플로팅 게이트 전압(Vg)은 상기 수학식 1과 같이

드레인-소스 간의 전압(Vds)과 비례관계를 갖게 되고, 그 비례정도는 제1 및 제2 캐패시터(C1, C2) 용량에 따라 결정된

다.

이에 따라, 검사 패드(92)를 통해 정전기가 유입되어 소스 단자에 고전압이 인가되는 경우 게이트 전압이 상승하여 플로팅

게이트 박막트랜지스터(FTFT)가 턴-온된다. 다시 말하여, 플로팅게이트 박막트랜지스터(FTFT)는 드레인-소스 간의 전

압(Vds)으로 수백 V이상의 고전압이 인가되는 경우 채널 저항값이 현저하게 줄어들게 되어 턴-온된다. 이에 따라, 검사

패드(92)로 유입된 정전기가 턴-온된 플로팅 게이트 박막트랜지스터(FTFT)를 통해 쇼팅바(94) 쪽으로 바이패스된다.

이와 달리, 검사 패드(92)를 통해 정상 구동전압이 공급되는 경우 플로팅 게이트 박막트랜지스터(FTFT)는 턴-오프된다.

다시 말하여, 플로팅 게이트 박막트랜지스터(FTFT)는 드레인-소스 간의 전압(Vds)이 정상 구동전압(-20V<Vds<20V)

인 경우 수 ㏁ 수준의 채널저항을 유지하여 턴-오프된다. 이에 따라, 검사 패드(92)에 공급된 정상 구동전압이 화상표시부

쪽으로 공급될 수 있게 된다.

이렇게, 도 9에 도시된 검사 패드부에서는 검사 패드(92)로 정전기가 유입되는 경우 제1 정전기 방지 회로(98) 및 제2 정

전기 방지 회로(99)가 구동되어 정전기는 제1 및 제2 구동전압 공급라인(VSSL, VDDL) 쪽으로 바이패스 됨과 아울러 쇼

팅바(94) 쪽으로 바이패스되게 된다. 이에 따라, 검사 패드(92)를 통한 정전기가 액정패널 내부로 유입되는 것을 방지하여

정전기로부터 화상표시부를 보호할 수 있게 된다.

등록특허 10-0555301

- 8 -



제2 정전기 방지 회로(99)와 화상표시부의 신호라인 사이에 접속된 저항(R)은 전류를 제한한다. 이에 따라, 검사 패드(92)

로 유입된 정전기가 제1 및 제2 정전기 방지 회로(98, 99)를 통해 완전히 바이패스되지 않고 화상표시부 쪽으로 유입되는

경우 전류 제한용 저항(R)에 의해 정전기로 인한 화상표시부의 영향을 최소화할 수 있게 된다. 여기서, 전류제한용 저항

(R)은 10㏀~1㏁ 범위의 저항값을 갖는 것이 바람직하다. 이러한 전류 제한용 저항(R)을 제1 및 제2 정전기 방지 회로(98,

99) 사이에 더 추가하는 경우 화상표시부에 대한 정전기 영향을 더욱 최소화할 수 있다.

검사 패드(92)는 일체로 제작된 다수의 액정패널들을 스크라이빙 라인(SCL)을 따라 개별적으로 분리해내는 스크라이빙

공정 이후에도 제2 정전기 방지 회로(99)를 통해 쇼팅바(94)에 연결된 구조를 가지게 된다. 이에 따라, 스크라이빙 공정 이

후 검사과정에서도 검사 패드(92)를 통한 정전기 유입을 제1 및 제2 정전기 방지 회로(98, 99)에 의해 차단할 수 있게 된

다.

그리고 검사 패드(92)는 그라인딩 라인(GRL)을 따라 쇼팅바(94)를 제거하는 그라인딩 공정에서 제1 및 제2 정전기 방지

회로(98, 99)와 화상표시부의 신호라인들과 전기적으로 분리된다. 이를 위하여, 제1 및 제2 정전기 방지 회로(98, 99) 사

이의 노드(N1)와 검사 패드(92)를 전기적으로 연결하는 연결라인(96)은 검사 패드(92)의 위쪽으로 신장된 다음 그라인딩

라인(GRL)의 바깥쪽에서 2번 절곡되고 아래쪽으로 신장되어서 검사 패드(92)의 아래에 위치하는 노드(N1)와 접속하게

된다. 이에 따라, 상기 연결라인(96)은 그라인딩 공정에 의해 개방됨으로써 검사 패드(92)가 화상표시부의 신호라인들과

전기적으로 분리됨과 아울러 제1 및 제2 정전기 방지 회로(98, 99)와 전기적으로 분리된다. 이렇게 검사 패드(92)가 전기

적으로 분리됨으로써 그라인딩 공정 이후에 검사 패드(92)를 통한 액정패널 내부로의 정전기 유입은 차단된다.

도 10은 본 발명의 제4 실시 예에 따른 정전기 방지를 위한 액정패널의 검사패드부를 도시한 것이다.

도 10에 도시된 검사 패드부는 도 6에 도시된 검사 패드부와 대비하여 검사 패드(102)가 제2 정전기 방지 회로(109) 이외

에도 저항(R)을 통해 쇼팅바(104)와 접속된 것을 제외하고는 동일한 구성요소들을 구비한다.

검사 패드들(102)은 화상표시부(도시하지 않음)의 신호라인들과 접속된다. 이러한 검사 패드들(102)은 액정패널의 점등

검사 등과 같은 검사과정에서 테스트신호를 인가함과 아울러 액정패널 안정화를 위한 에이징(Aging) 공정에서 바이어스

전압 인가하는데 이용된다.

제1 정전기 방지 회로(108)는 검사 패드(102)와 제1 및 제2 구동전압 공급라인(VSSL, VDDL) 사이에 접속된다. 구체적으

로, 제1 정전기 방지 회로(108)는 제1 구동전압 공급라인(VSSL)과 검사 패드(102)의 출력단 사이에 접속된 제1 다이오드

(D1)와, 검사 패드(102)의 출력단과 제2 구동전압 공급라인(VDDL) 사이에 접속된 제2 다이오드(D2)로 구성된다. 이러한

제1 정전기 방지 회로(108)는 검사 패드들(102)을 통해 정전기가 유입되는 경우 구동되어 액정패널 내부로 정전기가 유입

되지 않고 제1 및 제2 구동전압 공급라인(VDDL, VSSL)을 경유하여 바이패스되게 한다. 이에 따라, 제1 정전기 방지 회로

(102)는 액정패널 내부의 화상표시부를 정전기로부터 보호하게 된다.

제2 정전기 방지 회로(109)는 검사 패드(102)와 쇼팅바(104) 사이에 접속된다. 이러한 제2 정전기 방지 회로(109)는 검사

패드(102)를 통해 고전압의 정전기가 유입되는 경우 검사 패드(102)를 쇼팅바(104)와 접속시켜 다른 검사 패드들(102)과

함께 정전기에 대하여 등전위가 형성되게 한다. 이에 따라, 검사 패드(102)로 유입된 정전기를 등전위를 형성하는 쇼팅바

(104) 쪽으로 바이패스된다. 이를 위하여, 제2 정전기 방지 회로(109)는 플로팅 상태의 게이트 단자와, 검사 패드(102)와

접속된 소스 단자와, 쇼팅바(104)와 접속된 드레인 단자를 구비하는 플로팅 게이트 박막트랜지스터(FTFT)와, 게이트 단

자와 드레인 단자 사이에 접속된 제1 캐패시터(C1)와, 게이트 단자와 소스 단자 사이에 접속된 제2 캐패시터(C2)를 구비

한다.

플로팅 게이트 박막트랜지스터(FTFT)에서 게이트 단자는 바이어스(Bias) 라인에 연결되지 않는 플로팅 상태를 유지함에

따라 소스 단자 또는 드레인 단자의 전압에 따라 변동된다. 다시 말하여, 플로팅 게이트 전압(Vg)은 상기 수학식 1과 같이

드레인-소스 간의 전압(Vds)과 비례관계를 갖게 되고, 그 비례정도는 제1 및 제2 캐패시터(C1, C2) 용량에 따라 결정된

다.

이에 따라, 검사 패드(102)를 통해 정전기가 유입되어 소스 단자에 고전압이 인가되는 경우 게이트 전압이 상승하여 플로

팅게이트 박막트랜지스터(FTFT)가 턴-온된다. 다시 말하여, 플로팅게이트 박막트랜지스터(FTFT)는 드레인-소스 간의

전압(Vds)으로 수백 V이상의 고전압이 인가되는 경우 채널 저항값이 현저하게 줄어들게 되어 턴-온된다. 이에 따라, 검사
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패드(102)로 유입된 정전기가 턴-온된 플로팅 게이트 박막트랜지스터(FTFT)를 통해 쇼팅바(104) 쪽으로 바이패스된다.

이와 더불어, 검사 패드(102)로 유입된 정전기는 저항(R)을 통해서도 쇼팅바(104)로 바이패스됨으로써 정전기는 보다 신

속하게 바이패스될 수 있게 된다.

이와 달리, 검사 패드(102)를 통해 정상 구동전압이 공급되는 경우 플로팅 게이트 박막트랜지스터(FTFT)는 턴-오프된다.

다시 말하여, 플로팅 게이트 박막트랜지스터(FTFT)는 드레인-소스 간의 전압(Vds)이 정상 구동전압(-20V<Vds<20V)

인 경우 수 ㏁ 수준의 채널저항을 유지하여 턴-오프된다. 이에 따라, 검사 패드(102)에 공급된 정상 구동전압이 화상표시

부 쪽으로 공급될 수 있게 된다.

이렇게, 도 10에 도시된 검사 패드부에서는 검사 패드(102)로 정전기가 유입되는 경우 제1 정전기 방지 회로(108) 및 제2

정전기 방지 회로(109)가 구동되어 정전기는 제1 및 제2 구동전압 공급라인(VSSL, VDDL) 쪽으로 바이패스 됨과 아울러

쇼팅바(104) 쪽으로 바이패스 된다. 또한, 검사 패드(102)로 유입된 정전기는 저항(R)을 경유하여 쇼팅바(104)로 바이패

스 된다. 이에 따라, 검사 패드(102)를 통한 정전기가 액정패널 내부로 유입되는 것을 방지하여 정전기로부터 화상표시부

를 보호할 수 있게 된다.

검사 패드(102)는 일체로 제작된 다수의 액정패널들을 스크라이빙 라인(SCL)을 따라 개별적으로 분리해내는 스크라이빙

공정 이후에도 제2 정전기 방지 회로(109) 및 저항(R)을 통해 쇼팅바(104)에 연결된 구조를 가지게 된다. 이에 따라, 스크

라이빙 공정 이후 검사과정에서도 검사 패드(102)를 통한 정전기 유입을 제1 및 제2 정전기 방지 회로(108, 109)에 의해

차단할 수 있게 된다.

그리고 검사 패드(102)는 그라인딩 라인(GRL)을 따라 쇼팅바(104)를 제거하는 그라인딩 공정에서 제1 및 제2 정전기 방

지 회로(108, 109)와 화상표시부의 신호라인들과 전기적으로 분리된다. 이를 위하여, 제1 및 제2 정전기 방지 회로(108,

109) 사이의 노드(N1)와 검사 패드(102)를 전기적으로 연결하는 연결라인(106)은 그라인딩 라인(GRL)의 바깥쪽에서 검

사 패드(102)로부터 신장되어 검사 패드(102)의 아래에 위치하는 노드(N1)와 접속하게 된다. 이에 따라, 상기 연결라인

(106)은 그라인딩 공정에 의해 개방됨으로써 검사 패드(102)가 화상표시부의 신호라인들과 전기적으로 분리됨과 아울러

제1 및 제2 정전기 방지 회로(108, 109)와 전기적으로 분리된다. 이렇게 검사 패드(102)가 전기적으로 분리됨으로써 그라

인딩 공정 이후에 검사 패드(102)를 통한 액정패널 내부로의 정전기 유입은 차단된다.

도 11a는 본 발명의 제5 실시 예에 따른 정전기 방지를 위한 액정패널의 검사패드부를 도시한 것이고, 도 11b는 그라인딩

공정 이후의 검사 패드부를 도시한 것이다.

도 11a에 도시된 검사 패드부는 도 8a에 도시된 검사 패드부와 대비하여 제1 및 제2 정전기 방지 회로(118, 119)가 서로

다른 연결라인(115, 116)을 통해 검사 패드(112)와 접속된 것을 제외하고는 동일한 구성요소들을 구비한다.

검사 패드들(112)은 화상표시부(도시하지 않음)의 신호라인들과 접속된다. 이러한 검사 패드들(112)은 액정패널의 점등

검사 등과 같은 검사과정에서 테스트신호를 인가함과 아울러 액정패널 안정화를 위한 에이징(Aging) 공정에서 바이어스

전압 인가하는데 이용된다.

제1 정전기 방지 회로(118)는 검사 패드(112)와 제1 및 제2 구동전압 공급라인(VSSL, VDDL) 사이에 접속된다. 구체적으

로, 제1 정전기 방지 회로(118)는 검사 패드(112)에 접속된 제1 연결라인(115)과 제1 구동전압 공급라인(VSSL) 사이에

접속된 제1 다이오드(D1)와, 검사 패드(112)에 접속된 제1 연결라인(115)과 제2 구동전압 공급라인(VDDL) 사이에 접속

된 제2 다이오드(D2)로 구성된다. 이러한 제1 정전기 방지 회로(118)는 검사 패드들(112)을 통해 정전기가 유입되는 경우

구동되어 액정패널 내부로 정전기가 유입되지 않고 제1 및 제2 구동전압 공급라인(VDDL, VSSL)을 경유하여 바이패스되

게 한다. 이에 따라, 제1 정전기 방지 회로(118)는 액정패널 내부의 화상표시부를 정전기로부터 보호하게 된다.

제2 정전기 방지 회로(119)는 검사 패드(112)와 쇼팅바(114) 사이에 접속된다. 이러한 제2 정전기 방지 회로(119)는 검사

패드(112)를 통해 고전압의 정전기가 유입되는 경우 검사 패드(112)를 쇼팅바(114)와 접속시켜 다른 검사 패드들(112)과

함께 정전기에 대하여 등전위가 형성되게 한다. 이에 따라, 검사 패드(112)로 유입된 정전기를 등전위를 형성하는 쇼팅바

(114) 쪽으로 바이패스된다. 이를 위하여, 제2 정전기 방지 회로(119)는 플로팅 상태의 게이트 단자와, 검사 패드(112)와

제2 연결라인(116)을 통해 접속된 소스 단자와, 쇼팅바(114)와 접속된 드레인 단자를 구비하는 플로팅 게이트 박막트랜지

스터(FTFT)와, 게이트 단자와 드레인 단자 사이에 접속된 제1 캐패시터(C1)와, 게이트 단자와 소스 단자 사이에 접속된

제2 캐패시터(C2)를 구비한다.
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플로팅 게이트 박막트랜지스터(FTFT)에서 게이트 단자는 바이어스(Bias) 라인에 연결되지 않는 플로팅 상태를 유지함에

따라 소스 단자 또는 드레인 단자의 전압에 따라 변동된다. 다시 말하여, 플로팅 게이트 전압(Vg)은 상기 수학식 1과 같이

드레인-소스 간의 전압(Vds)과 비례관계를 갖게 되고, 그 비례정도는 제1 및 제2 캐패시터(C1, C2) 용량에 따라 결정된

다.

이에 따라, 검사 패드(112)를 통해 정전기가 유입되어 소스 단자에 고전압이 인가되는 경우 게이트 전압이 상승하여 플로

팅게이트 박막트랜지스터(FTFT)가 턴-온된다. 다시 말하여, 플로팅게이트 박막트랜지스터(FTFT)는 드레인-소스 간의

전압(Vds)으로 수백 V이상의 고전압이 인가되는 경우 채널 저항값이 현저하게 줄어들게 되어 턴-온된다. 이에 따라, 검사

패드(112)로 유입된 정전기가 턴-온된 플로팅 게이트 박막트랜지스터(FTFT)를 통해 쇼팅바(114) 쪽으로 바이패스된다.

이와 달리, 검사 패드(112)를 통해 정상 구동전압이 공급되는 경우 플로팅 게이트 박막트랜지스터(FTFT)는 턴-오프된다.

다시 말하여, 플로팅 게이트 박막트랜지스터(FTFT)는 드레인-소스 간의 전압(Vds)이 정상 구동전압(-20V<Vds<20V)

인 경우 수 ㏁ 수준의 채널저항을 유지하여 턴-오프된다. 이에 따라, 검사 패드(112)에 공급된 정상 구동전압이 화상표시

부 쪽으로 공급될 수 있게 된다.

이렇게, 도 11a에 도시된 검사 패드부에서는 검사 패드(112)로 정전기가 유입되는 경우 제1 정전기 방지 회로(118) 및 제

2 정전기 방지 회로(119)가 구동되어 정전기는 제1 및 제2 구동전압 공급라인(VSSL, VDDL) 쪽으로 바이패스 됨과 아울

러 쇼팅바(114) 쪽으로 바이패스되게 된다. 이에 따라, 검사 패드(112)를 통한 정전기가 액정패널 내부로 유입되는 것을

방지하여 정전기로부터 화상표시부를 보호할 수 있게 된다.

검사 패드(112)와 제1 정전기 방지 회로(118) 사이에 접속된 저항(R)은 전류를 제한한다. 이에 따라, 검사 패드(112)로 유

입된 정전기가 제1 및 제2 정전기 방지 회로(118, 119)를 통해 완전히 바이패스되지 않고 화상표시부 쪽으로 유입되는 경

우 전류 제한용 저항(R)에 의해 정전기로 인한 화상표시부의 영향을 최소화할 수 있게 된다. 여기서, 전류제한용 저항(R)

은 10㏀~1㏁ 범위의 저항값을 갖는 것이 바람직하다.

검사 패드(112)는 일체로 제작된 다수의 액정패널들을 스크라이빙 라인(SCL)을 따라 개별적으로 분리해내는 스크라이빙

공정 이후에도 제2 정전기 방지 회로(119)를 통해 쇼팅바(114)에 연결된 구조를 가지게 된다. 이에 따라, 스크라이빙 공정

이후 검사과정에서도 검사 패드(112)를 통한 정전기 유입을 제1 및 제2 정전기 방지 회로(118, 119)에 의해 차단할 수 있

게 된다.

그리고 검사 패드(112)는 그라인딩 라인(GRL)을 따라 쇼팅바(114)를 제거하는 그라인딩 공정에서 도 11b에 도시된 바와

같이 제1 및 제2 정전기 방지 회로(118, 119)와, 화상표시부의 신호라인들(도시하지 않음)과 전기적으로 분리된다. 이를

위하여, 제1 정전기 방지 회로(118)과 검사 패드(115)를 연결시키는 제1 연결라인(115)은 검사 패드(112)의 위쪽으로 신

장된 다음 그라인딩 라인(GRL)의 바깥쪽에서 절곡되고 아래쪽으로 신장되어 검사 패드(112)의 아래에 위치하는 제1 정전

기 방지 회로(118)와 접속하게 된다. 제2 정전기 방지 회로(119)와 검사 패드(112)를 연결시키는 제2 연결라인(116)은 검

사 패드(112)의 위쪽으로 신장된 다음 그라인딩 라인(GRL)의 바깥쪽에서 절곡되고 아래쪽으로 신장되어 검사 패드(112)

의 아래에 위치하는 제2 정전기 방지 회로(119)와 접속하게 된다. 이에 따라, 제1 및 제2 연결라인(115, 116)은 그라인딩

공정에 의해 개방됨으로써 검사 패드(112)가 화상표시부의 신호라인들과 전기적으로 분리됨과 아울러 제1 및 제2 정전기

방지 회로(118, 119)와 전기적으로 분리된다. 이렇게 검사 패드(112)가 전기적으로 분리됨으로써 그라인딩 공정 이후에

검사 패드(112)를 통한 액정패널 내부로의 정전기 유입은 차단된다.

발명의 효과

상술한 바와 같이, 본 발명에 따른 정전기 방지를 위한 액정패널은 패드부로 정전기가 유입되는 경우 제1 정전기 방지 회

로와, 플로팅 게이트 박막트랜지스터를 포함하는 제2 정전기 방지 회로를 구동시킨다. 이에 따라, 패드로 유입된 정전기가

제1 및 제2 구동전압 공급라인 쪽으로 바이패스됨과 아울러 등전위를 형성하는 쇼팅바 쪽으로 바이패스되게 함으로써 정

전기가 패널 내부로 유입되어 화상표시부를 손상시키는 것을 방지할 수 있게 된다.

이상 설명한 내용을 통해 당업자라면 본 발명의 기술사상을 일탈하지 아니하는 범위에서 다양한 변경 및 수정이 가능함을

알 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 기술적 범위는 명세서의 상세한 설명에 기재된 내용으로 한정되는 것이 아니라 특허

청구의 범위에 의해 정하여져야만 할 것이다.

(57) 청구의 범위
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청구항 1.

다수의 액정셀들로 구성된 화상표시부와;

상기 화상표시부의 신호라인들에 입력되는 구동신호를 공급하기 위하여 상기 신호라인들에 접속되는 다수의 패드들을 포

함하는 신호 패드부를 구비하며,

상기 신호 패드부는,

플로팅게이트를 갖는 박막트랜지스터를 포함하여 상기 다수의 패드들로 유입된 정전기에 의해 상기 다수의 패드들을 쇼팅

바와 접속시켜 상기 다수의 패드들이 상기 정전기에 대하여 등전위를 형성하게 하는 정전기 방지 회로를 구비하는 것을 특

징으로 하는 정전기 방지를 위한 액정패널.

청구항 2.

제 1 항에 있어서,

상기 정전기 방지 회로는

상기 다수의 패드들 중 어느 패드에 정상적인 구동신호가 공급되면 그 패드를 쇼팅바 및 다른 패드들과 절연되게 하여 상

기 화상표시부의 신호라인들로 공급되게 하는 것을 특징으로 하는 정전기 방지를 위한 액정패널.

청구항 3.

제 1 항에 있어서,

상기 정전기 방지 회로는

상기 쇼팅바와 접속된 상기 박막트랜지스터의 제1 단자와 상기 플로팅 게이트 사이에 접속된 제1 캐패시터와;

상기 다수의 패드들과 접속된 상기 박막트랜지스터의 제2 단자와 상기 플로팅 게이트 사이에 접속된 제2 캐패시터를 추가

로 구비하는 것을 특징으로 하는 정전기 방지를 위한 액정패널.

청구항 4.

제 1 항에 있어서,

상기 다수의 패드들과 제1 및 제2 구동전압 공급라인 사이에 형성되어 상기 다수의 패드들로 유입되는 정전기를 상기 제1

및 제2 구동전압 공급라인 쪽으로 바이패스시키는 제2 정전기 방지 회로를 추가로 구비하는 것을 특징으로 하는 정전기

방지를 위한 액정패널.

청구항 5.

제 1 항에 있어서,
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상기 다수의 패드들은 상기 다수의 패드들로부터 상기 쇼팅바 제거를 위한 그라인딩 라인 바깥쪽으로 신장되어 적어도 한

번 절곡된 다음 상기 다수의 패드들 아래쪽으로 신장된 연결라인을 통해 상기 정전기 방지 회로와 상기 제2 정전기 방지

회로 사이의 노드와 접속된 것을 특징으로 하는 정전기 방지를 위한 액정패널.

청구항 6.

제 5 항에 있어서,

상기 다수의 패드들은,

상기 다수의 패드들로부터 상기 쇼팅바 제거를 위한 그라인딩 라인 바깥쪽으로 신장되어 적어도 한번 절곡된 다음 상기 다

수의 패드들 아래쪽으로 신장된 제1 연결라인을 통해 상기 정전기 방지 회로와 접속되고;

상기 다수의 패드들로부터 상기 그라인딩 라인 바깥쪽으로 신장되어 적어도 한번 절곡된 다음 상기 다수의 패드들 아래쪽

으로 신장된 제2 연결라인을 통해 상기 제2 정전기 방지 회로와 접속된 것을 특징으로 하는 특징으로 하는 정전기 방지를

위한 액정패널.

청구항 7.

제 6 항에 있어서,

상기 다수의 패드들은 상기 쇼팅바를 제거하는 그라인딩 공정에 의해 상기 정전기 방지 회로 및 제2 정전기 방지 회로 그

리고 상기 화상표시부의 신호라인과 전기적으로 분리되는 것을 특징으로 하는 정전기 방지를 위한 액정패널.

청구항 8.

제 6 항에 있어서,

상기 노드와 상기 화상표시부의 신호라인들 사이에 접속되어 전류를 제한하는 적어도 하나의 저항을 추가로 구비하는 것

을 특징으로 하는 정전기 방지를 위한 액정패널.

청구항 9.

제 7 항에 있어서,

상기 제2 연결라인과 상기 화상표시부의 신호라인들 사이에 접속되어 전류를 제한하는 적어도 하나의 저항을 추가로 구비

하는 것을 특징으로 하는 정전기 방지를 위한 액정패널.

청구항 10.

제 1 항에 있어서,

상기 다수의 패드들과 상기 쇼팅바 사이에 접속된 적어도 하나의 저항을 추가로 구비하는 것을 특징으로 하는 정전기 방지

를 위한 액정패널.

청구항 11.
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제 1 항에 있어서,

상기 신호 패드부는

상기 화상표시부의 신호라인들과 외부의 구동회로를 연결시키는 다수의 연결패드들로 구성된 연결 패드부와;

상기 액정패널 검사를 위하여 상기 화상표시부의 신호라인들과 접속된 다수의 검사 패드들로 구성된 검사 패드부를 구비

하고;

상기 정전기 방지 회로는 상기 검사 패드들 각각에 접속된 것을 특징으로 하는 정전기 방지를 위한 액정패널.

도면
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도면2
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专利名称(译) 防静电液晶面板

公开(公告)号 KR100555301B1 公开(公告)日 2006-03-03

申请号 KR1020020047867 申请日 2002-08-13

[标]申请(专利权)人(译) 乐金显示有限公司

申请(专利权)人(译) LG显示器有限公司

当前申请(专利权)人(译) LG显示器有限公司

[标]发明人 KIM BYEONGKOO
김병구
HA YONG MIN
하용민
HWANG HAN WOOK
황한욱

发明人 김병구
하용민
황한욱

IPC分类号 G02F1/133 G01R31/00 G02F1/1345 G02F1/1362 G09G3/20 G09G3/36 H01L29/786

CPC分类号 G02F1/136204

代理人(译) 杨镐

其他公开文献 KR1020040015584A

外部链接 Espacenet

摘要(译)

本发明提供一种用于防止静电流过焊盘的液晶面板。 根据本发明的用于
防止静电的液晶面板包括：图像显示单元，由多个液晶单元构成;并且信
号焊盘部分包括连接到信号线的多个焊盘，以提供输入到图像显示部分
的信号线的驱动信号，其中信号焊盘部分包括具有浮栅的薄膜晶体管，
以及用于通过引入多个焊盘的静电将多个焊盘连接到短路棒的抗静电电
路，从而使多个焊盘相对于静电形成相等的电位。 6

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/78e76c0d-22f6-4b28-a3ba-58a8e5f837ba
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/031713120/publication/KR100555301B1?q=KR100555301B1

